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Modalitati de initializare si alegere a polinomului caracteristic
pentru circuite secventiale liniare. Aplicatii in testare.

Rezumat

Progresul tehnologic a dus la apartia unei pieti vaste de produse tehnologice, odata cu
aceasta a crescut si cerintele consumatorului, preferand produse de calitate Tnaltd si cu un cost nu
prea mare. Astfel testarea a devenit o cerintd esentiald si provocatoare din punct de vedere a
obtinerii unui produs functional de calitate inalta.

In lucrarea de licentd mi-am propus si va prezint citeva aspecte teoretice cat si practice
in legatura cu testarea circuitelor intru detectarea defectelor singulare de tip blocaj prin
modalitati de initializare si alegere a polinomului caracteristic pentru circuite secventiale liniare.

Continutul lucrarii abordeazd problema obtinerii a unei secvente de test de lungime cat
mai mici pe baza initializarii si alegerii cat mai convenabil a polinomului caracteristic. In acest
scop am implementat un algoritm de initializare a polinomului caracteristic cu ajutorul caruia
poti determina lungimea celei mai mici secvente de test posibile pentru un polinom dat, cu o
acoperire a defectelor de 100%. O altd metodda abordatd este simularea repetitivd pentru un
polinom dat initializat cu toate combinatiile posibile.

Marimea fiecdrui circuit secvential liniar este egald cu numarul intrarilor primare pentru
fiecare circuit. Polinomul caracteristic a fiecdrui circuit secvential liniar este un polinom primitiv
de reactie. Un circuit secvential liniar cu n — bistabile, cu un polinom caracteristic primitiv
genereazd o secventd ciclicd ce contine toate combinatiile binare de lungime n, mai putin
combinatia formatd doar din zerouri, aceasta fiind o stare de regim permanent. Schimband
polinomul se schimba si secventa de test rezultatd, valoarea initiald a circutului secvential liniar
specifica primul vector din secventa de test.

Prima metoda abordatd vizeaza aplicarea unei valori initiale dorite intru obtinerea unui
factor de acoperire cat mai mare. Se genereaza fisierul cu vectorii de test conform polinomului
caracteristic stabilit, primul vector de test va fi valoarea initiala si se aplica acesti vectori asupra
unui circuit, efectuand o simulare a detectarii defectelor cu ajutorul programului Deductive Fault
Simulator. Apoi, se incrementeaza valoarea initiald si se aplica acelasi procedeu. Comparand
rezultatele determindm care e cea mai bund valoare initiald cu ajutorul careia se obtine cea mai
mica secventa de test, dar si cu un factor de acoperire cel mai inalt. Polinomul potrivit circuitului
se cautd dupd cum urmeaza: primul polinom ales este polinomul cu cele mai putine reactii, apoi
crestem progresiv numdrul de reactii. Numarul polinoamelor selectate diferd si depinde de
marimea si coplexitatea circuitului.

A doua metoda abordatd prezintd o simulare rapida bazata pe un algoritm de calcul a
valorii initiale pentru un polinom dat. Se considerad ca lungimea | a secventei de test este stiuta.
Metoda propusa isi propune sa determine o secventa de test de o lungime 1 datd cu o valoare
initiala calculatd astfel Incét ca acea secventa de test sa atinga cel mai inalt factor de acoperire a
defectelor posibil.

Algoritmul este divizat In doua parti, prima parte constd in determinarea setului de cuburi
comprimat Ceomp pe baza setului de cuburi deterministic. Aceastd comprimare este in deosebit
folositoare pentru seturile de cuburi deterministe cu multi biti nespecificati. A doua parte consta
in determinarea celei mai convenabile valori initiale pe baza celui mai bun cub din setul de
cuburi comprimate din punct de vedere a calititii determinate.
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In cadrul lucrarii am reusit si abordez doud modalitati de initializare si alegere a
polinomului caracteristic pentru un circuit secvential liniar. Prima metoda abordata este eficienta,
dar necesita un timp destul de lung pentru un circuit mai mare, ceea ce este nepractic din punct
de vedere al timpului. Cea de-a doua modalitate abordata de calcul al valorii initiale pentru un
polinom dat este mai rapida, dar totusi necesita si ea un timp (cu mult mai mic decat in prima
metodd) pentru circuite mai mari.



